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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
検査対象パターン電極に非接触状態で給電してセンシングするための非接触探針電極と、
前記非接触探針電極に交流電源を給電するための給電部と、
前記非接触探針電極での電気的変化値を測定するための感知部を含んで構成される非接触
シングルサイドプローブであって、
前記非接触探針電極は、
交流電圧を給電するための第１～第２給電電極と、
電圧変化値を測定するための第１～第２センサ電極を含んで構成され、
前記第１給電電極と第１センサ電極及び前記第２給電電極と第２センサ電極は、それぞれ
前記パターン電極の同一線軸上に配置され、前記第１～第２給電電極及び前記第１～第２
センサ電極は、それぞれ並んで配置され、
前記感知部は、前記第１～第２センサ電極で測定された電圧の差電圧値を測定することを
特徴とする非接触シングルサイドプローブ。
【請求項２】
パネル上に形成された多数個のパターン電極をスキャンしながら断線及び短絡を検査する
パターン電極の断線及び短絡検査装置において、
前記パターン電極の一端で非接触探針電極に交流電源を入力し、非接触探針電極の電気的
変化値を測定する非接触シングルサイドプローブと、
前記非接触シングルサイドプローブで測定される電気的変化値を通して断線及び短絡を判



(2) JP 5131962 B2 2013.1.30

10

20

30

40

50

断する信号処理部を含んで構成される非接触シングルサイドプローブを用いたパターン電
極の断線及び短絡検査装置であって、
前記非接触探針電極は、
交流電圧を給電するための第１～第２給電電極と、
電圧変化値を測定するための第１～第２センサ電極を含んで構成され、
前記第１給電電極と第１センサ電極及び前記第２給電電極と第２センサ電極は、それぞれ
前記パターン電極の同一線軸上に配置され、前記第１～第２給電電極及び前記第１～第２
センサ電極は、それぞれ並んで配置され、
前記感知部は、前記第１～第２センサ電極で測定された電圧の差電圧値を測定することを
特徴とする非接触シングルサイドプローブを用いたパターン電極の断線及び短絡検査装置
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、非接触シングルサイドプローブと、これを用いたパターン電極の断線・短絡
検査装置及びその方法に関するもので、より詳細には、非接触探針電極の給電電極とセン
サ電極が一つのモジュールで構成された非接触シングルサイドプローブを用いてパターン
電極の一端で給電して電気的変化値をセンシングすることで、該当のパターン電極の断線
及び短絡を検査できるようにした非接触シングルサイドプローブと、これを用いたパター
ン電極の断線・短絡検査装置及びその方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、データ伝送線などの多線ケーブルの断線及び短絡を検査するためには、ケー
ブルを他の回路と分離した後、ケーブル両端間の抵抗を測定する方法を用いるが、このと
き、必ず２人以上の作業人が必要となる。また、ケーブルの電線数が多い場合は、電線番
号を忘れて反復的にチェックすべき場合が頻繁に発生し、信頼度が低下するのみならず、
作業時間がより長くなるという問題点がある。
【０００３】
　また、ＬＣＤやＰＤＰなどの平板表示素子の透明電極の断線及び短絡を検出するために
は、図１に示すように、各パターン電極１５の一端で電流を印加した後、該当のパターン
電極１５の反対端で電圧を測定してパターン電極１５の断線及び短絡を検査したり、顕微
鏡などで導線を追跡して断線及び短絡を検出する。
【０００４】
　したがって、一つのパターン電極の断線及び短絡を測定して異常の有無をチェックする
ためには、少なくとも２個以上のプローブが必要となり、多数のプローブが要されること
で、原価が上昇するという問題点がある。さらに、パターン電極の長さが長くなる場合、
互いに異なる位置で測定するために２人以上の測定者が必要となり、多くの時間及び人力
が要されるという問題点がある。
【０００５】
　また、接触式プローブの場合、パターン電極に加圧・接触することで、接触不良が発生
するとともに、測定対象パターン電極にスクラッチが発生することで、他の不良要因が発
生するという問題点がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、上記のような問題点を解決するためになされたもので、その目的は、非接触
探針電極の給電電極とセンサ電極が一つのモジュールで構成された非接触シングルサイド
プローブを用いてパターン電極の一端で給電して電気的変化値をセンシングすることで、
該当のパターン電極の断線及び短絡を検査できるようにした非接触シングルサイドプロー
ブと、これを用いたパターン電極の断線・短絡検査装置及びその方法を提供することにあ
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る。
【０００７】
　また、本発明の目的は、非接触シングルサイドプローブの非接触探針電極の給電電極と
センサ電極をそれぞれ一対に構成し、位相が反対の電圧を一対の給電電極に印加し、一対
のセンサ電極の間の差電圧を用いることで、空間解像度及び雑音対信号比を高めるように
した非接触シングルサイドプローブと、これを用いたパターン電極の断線・短絡検査装置
及びその方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記のような目的を実現するための本発明による非接触シングルサイドプローブは、検
査対象パターン電極に非接触状態で給電してセンシングするための非接触探針電極と、非
接触探針電極に交流電源を給電するための給電部と、非接触探針電極での電気的変化値を
測定するための感知部を含んで構成されることを特徴とする。
【０００９】
　本発明において、給電部は、交流電流を給電するための交流電流源を含み、感知部は、
電圧変化値を測定することを特徴とする。
【００１０】
　このとき、前記非接触探針電極は、前記給電部に連結されて交流電流を給電するための
給電電極と、感知部に連結されて電圧変化値を感知するためのセンサ電極から構成される
ことを特徴とする。
【００１１】
　本発明において、非接触探針電極の給電電極とセンサ電極は、一体型に形成されること
を特徴とする。
【００１２】
　本発明において、給電部は、交流電圧を給電するための交流電圧源を含み、感知部は、
電圧変化値を測定することを特徴とする。
【００１３】
　このとき、非接触探針電極は、給電部に連結されて交流電圧を給電するための給電電極
と、感知部に連結されて電圧変化値を測定するためのセンサ電極から構成されることを特
徴とする。
【００１４】
　本発明において、給電部は、交流電圧を給電するための交流電圧源を含み、感知部は、
交流電圧源と非接触探針電極との間に流れる電流変化値を測定することを特徴とする。
【００１５】
　本発明において、非接触探針電極は、交流電圧を給電するための第１～第２給電電極と
、電圧変化値を測定するための第１～第２センサ電極を含んで構成されることを特徴とす
る。
【００１６】
　本発明において、第１給電電極と第１センサ電極及び第２給電電極と第２センサ電極は
、それぞれパターン電極の同一線軸上に配置され、第１～第２給電電極及び第１～第２セ
ンサ電極は、それぞれ並んで配置されることを特徴とする。
【００１７】
　本発明において、第１給電電極と第１センサ電極及び第２給電電極と第２センサ電極は
、それぞれパターン電極の同一線軸上に配置され、第１～第２給電電極及び第１～第２セ
ンサ電極は、それぞれ対角線上に対称的に配置されることを特徴とする。
【００１８】
　このとき、給電部は、第１～第２給電電極にそれぞれ同一の交流電圧を１８０度の位相
で給電することを特徴とする。
【００１９】
　また、感知部は、第１～第２センサ電極で測定された電圧の差電圧値を測定することを
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特徴とする。
【００２０】
　また、本発明による非接触シングルサイドプローブを用いたパターン電極の断線及び短
絡検査装置は、パネル上に形成された多数個のパターン電極をスキャンしながら断線及び
短絡を検査するパターン電極の断線及び短絡検査装置において、パターン電極の一端で非
接触探針電極に交流電源を入力し、非接触探針電極の電気的変化値を測定する非接触シン
グルサイドプローブと、非接触シングルサイドプローブで測定される電気的変化値を通し
て断線及び短絡を判断する信号処理部を含んで構成されることを特徴とする。
【００２１】
　このとき、非接触シングルサイドプローブは、パターン電極に非接触状態で給電してセ
ンシングするための非接触探針電極と、非接触探針電極に交流電源を給電するための給電
部と、非接触探針電極での電気的変化値を測定するための感知部から構成されることを特
徴とする。
【００２２】
　本発明において、給電部は、交流電流を給電するための交流電流源を含み、感知部は、
電圧変化値を測定することを特徴とする。
【００２３】
　このとき、非接触探針電極は、給電部に連結されて交流電流を給電するための給電電極
と、感知部に連結されて電圧変化値を感知するためのセンサ電極から構成されることを特
徴とする。
【００２４】
　本発明において、非接触探針電極の給電電極とセンサ電極は、一体型に形成されること
を特徴とする。
【００２５】
　本発明において、給電部は、交流電圧を給電するための交流電圧源を含み、感知部は、
電圧変化値を測定することを特徴とする。
【００２６】
　このとき、非接触探針電極は、給電部に連結されて交流電圧を給電するための給電電極
と、感知部に連結されて電圧変化値を測定するためのセンサ電極から構成されることを特
徴とする。
【００２７】
　本発明において、給電部は、交流電圧を給電するための交流電圧源を含み、感知部は、
交流電圧源と非接触探針電極との間に流れる電流変化値を測定することを特徴とする。
【００２８】
　本発明において、非接触探針電極は、交流電圧を給電するための第１～第２給電電極と
、電圧変化値を測定するための第１～第２センサ電極を含んで構成されることを特徴とす
る。
【００２９】
　本発明において、第１給電電極と第１センサ電極及び第２給電電極と第２センサ電極は
、それぞれ前記パターン電極の同一線軸上に配置され、第１～第２給電電極及び第１～第
２センサ電極は、それぞれ並んで配置されることを特徴とする。
【００３０】
　本発明において、第１給電電極と第１センサ電極及び第２給電電極と第２センサ電極は
、それぞれパターン電極の同一線軸上に配置され、第１～第２給電電極及び第１～第２セ
ンサ電極は、それぞれ対角線上に対称的に配置されることを特徴とする。
【００３１】
　このとき、給電部は、第１～第２給電電極にそれぞれ同一の交流電圧を１８０度の位相
で給電することを特徴とする。
【００３２】
　また、感知部は、第１～第２センサ電極で測定された電圧の差電圧値を測定することを
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特徴とする。
【００３３】
　また、本発明による非接触シングルサイドプローブを用いたパターン電極の検査方法は
、非接触探針電極の給電電極とセンサ電極が一つのモジュールで形成された非接触シング
ルサイドプローブを用いたパターン電極の断線及び短絡検査装置において、パネルに形成
されたパターン電極の一端で非接触シングルサイドプローブの非接触探針電極を通して交
流電源を印加しながら、非接触探針電極を通して電気的変化値を測定してパターン電極の
断線及び短絡を検査することを特徴とする。
【００３４】
　また、本発明による非接触シングルサイドプローブを用いたパターン電極の検査方法は
、非接触探針電極の給電電極とセンサ電極が一つのモジュールで形成された非接触シング
ルサイドプローブを用いたパターン電極の断線及び短絡検査装置において、パネルに形成
されたパターン電極の両端に非接触シングルサイドプローブをそれぞれ配置し、非接触探
針電極に互いに異なる周波数を印加しながら、非接触探針電極を通して電気的変化値を測
定してパターン電極の断線及び短絡を検査することを特徴とする。
【００３５】
　また、本発明による非接触シングルサイドプローブを用いたパターン電極の検査方法は
、非接触探針電極の給電電極とセンサ電極が一つのモジュールで形成された非接触シング
ルサイドプローブを用いたパターン電極の断線及び短絡検査装置において、パネルに形成
されたパターン電極の両端に非接触シングルサイドプローブをそれぞれ配置し、互いに離
れた非接触探針電極に同一の周波数を印加しながら、非接触探針電極を通して電気的変化
値を測定してパターン電極の断線及び短絡を検査することを特徴とする。
【００３６】
　上記のように構成された本発明は、非接触探針電極の給電電極と、これに隣接して配置
されたセンサ電極が一つのモジュールで構成された非接触シングルサイドプローブを用い
て検査対象物であるパターン電極の一端で非接触探針電極に交流電源を印加した後、非接
触探針電極を通して電気的変化値を測定してパターン電極の断線及び短絡を判断すること
で、パターン電極の一端のみでスキャンして断線及び短絡を全て判断することができる。
また、本発明は、非接触探針電極の給電電極とセンサ電極をそれぞれ一対に構成し、位相
が反対の電圧を一対の給電電極に印加し、一対のセンサ電極の間の差電圧を用いることに
よって、鋭い境界を形成して連続的にスキャンするとき、隣接したパターン電極の間の区
分を明確にして空間解像度を高めることができ、コモンモードノイズを除去する効果によ
って雑音対信号比を高めることができる。
【発明の効果】
【００３７】
　本発明は、給電電極とセンサ電極が一つのモジュールで構成された非接触シングルサイ
ドプローブを用いてパターン電極の一端で給電して電気的変化値をセンシングすることで
、一回のスキャンで該当のパターン電極の断線及び短絡を検査できるという効果がある。
【００３８】
　また、本発明は、非接触シングルサイドプローブを通してパターン電極の断線及び短絡
を検査することで、接触不良や加圧接触によるパターン電極の損傷を防止するとともに、
接触方式に比べてプローブの寿命を延長できるという効果がある。
【００３９】
　また、本発明は、パターン電極の一端でスキャンして断線及び短絡を検査することで、
装置の構成が容易になるとともに、直線でないパターン電極に対しても同一のパターン電
極との比較を通して容易に検査できるという効果がある。
【００４０】
　また、本発明は、位相が反対の一対の給電電極と、差電圧を用いる一対のセンサ電極を
通して検査感度を高められるという効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００４１】
　以下、本発明の好適な実施例を、添付の図面に基づいて説明する。図面において従来の
構成と同一の部分には、同一の符号及び名称を使用する。また、本実施例は、本発明の権
利範囲を限定するものでなく、例示として提示されたものであり、当該分野で通常の知識
を持つ者であれば、本発明の技術的思想内で多様に変形可能である。
【００４２】
　図２は、本発明の第１実施例による非接触シングルサイドプローブを示した構成図であ
る。
【００４３】
　図２に示すように、本実施例による非接触シングルサイドプローブ４０は、検査対象パ
ターン電極１５に非接触状態で交流電流を給電するための給電電極４４１と、パターン電
極１５の電圧変化値を感知するためのセンサ電極４４２とを含む非接触探針電極４４と、
非接触探針電極４４の給電電極４４１に交流電流を給電するための交流電流源４２１と、
非接触探針電極４４のセンサ電極４４２で感知される電圧変化値を測定するための感知部
４６から構成される。
【００４４】
　このとき、非接触探針電極４４は、図３に示すように、給電電極４４１とセンサ電極４
４２を一体型に形成することもできる。
【００４５】
　給電部４２は、交流電流を印加するための交流電流源４２１を含み、この交流電流源４
２１は、非接触探針電極４４に交流電流を給電した後、非接触探針電極４４で測定される
電圧変化値を通してパターン電極１５の断線及び短絡を判断できるようにする。
【００４６】
　図４は、本発明の第３実施例による非接触シングルサイドプローブを示した構成図であ
る。
【００４７】
　図４に示すように、本実施例による非接触シングルサイドプローブ４０は、検査対象パ
ターン電極１５に非接触状態で交流電圧を給電するための給電電極４４１と、パターン電
極１５の電圧変化値を感知するためのセンサ電極４４２とを含む非接触探針電極４４と、
非接触探針電極４４の給電電極４４１に交流電圧を給電するための交流電圧源４２２と、
非接触探針電極４４のセンサ電極４４２で感知される電圧変化値を測定するための感知部
４６から構成される。
【００４８】
　給電部４２は、交流電圧を印加するための交流電圧源４２２を含み、この交流電圧源４
２２は、非接触探針電極４４に交流電圧を給電した後、非接触探針電極４４で測定される
電圧変化値を通してパターン電極１５の断線及び短絡を判断できるようにする。
【００４９】
　図５は、本発明の第４実施例による非接触シングルサイドプローブを示した構成図であ
る。
【００５０】
　図５に示すように、本実施例による非接触シングルサイドプローブ４０は、検査対象パ
ターン電極１５に非接触状態で給電してセンシングするための非接触探針電極４４と、非
接触探針電極４４に交流電圧を給電するための交流電圧源４２２と、交流電圧源４２２と
非接触探針電極４４との間に流れる電流変化値を測定するための感知部４６とから構成さ
れる。
【００５１】
　給電部４２は、交流電圧を印加するための交流電圧源４２２を含み、交流電圧源４２２
と非接触探針電極４４との間に流れる電流変化値を測定し、パターン電極１５の断線及び
短絡を判断できるようにする。
【００５２】
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　図６は、本発明の第５実施例による非接触シングルサイドプローブを示した構成図であ
る。
【００５３】
　図６に示すように、本実施例による非接触シングルサイドプローブ４０は、検査対象パ
ターン電極１５に非接触状態で交流電源を給電するための第１～第２給電電極４４３，４
４４と、パターン電極１５の電気的変化値を感知するための第１～第２センサ電極４４５
，４４６とを含む非接触探針電極４４と、第１～第２給電電極４４３，４４４にそれぞれ
同一の交流電圧を１８０度の位相で給電する交流電圧源４２２と、第１～第２センサ電極
４４５，４４６で測定された電圧の差電圧値を測定する感知部４６から構成される。
【００５４】
　このとき、第１給電電極４４３と第１センサ電極４４５及び第２給電電極４４４と第２
センサ電極４４６は、それぞれパターン電極１５の同一線軸上に配置され、第１～第２給
電電極４４３，４４４及び第１～第２センサ電極４４５，４４６は、それぞれ並んで配置
される。
【００５５】
　また、図７に示すように、第１給電電極４４３と第１センサ電極４４５及び第２給電電
極４４４と第２センサ電極４４６は、それぞれパターン電極１５の同一線軸上に配置され
、第１～第２給電電極４４３，４４４及び第１～第２センサ電極４４５，４４６は、それ
ぞれ対角線上に対称的に配置されることもある。
【００５６】
　第１～第２給電電極４４３，４４４を通して位相が反対の交流電圧を印加して第１～第
２給電電極４４３，４４４の間の位相境界を形成し、第１～第２センサ電極４４５，４４
６の差電圧を測定することで、第１～第２給電電極４４３，４４４の間と第１～第２セン
サ電極４４５，４４６の間に鋭い境界を形成して空間解像度を高めることができ、コモン
モードノイズを除去する効果によって雑音対信号比を高めることができる。このような効
果によって隣接したパターン電極１５の電圧変化を明確にすることで、微細なパターン電
極１５の微細な探針効果を通して、パターン電極１５の断線及び短絡を一層高い空間解像
度で判断できるようにする。
【００５７】
　図８は、本発明による非接触シングルサイドプローブを用いたパターン電極の断線及び
短絡検査装置を示したブロック構成図である。
【００５８】
　図８に示すように、パターン電極１５の一端で非接触状態でスキャンしながらパターン
電極１５に給電電極４４１によって交流電源を印加し、給電電極４４１と隣接して設置さ
れたセンサ電極４４２によって電気的変化値を測定する非接触シングルサイドプローブ４
０と、非接触シングルサイドプローブ４０で測定される電気的変化値を通して断線及び短
絡を判断する信号処理部５０と、信号処理部５０の作動状態及び非接触シングルサイドプ
ローブ４０で測定される電気的変化値を表示するための表示部７０と、信号処理部５０の
作動状態を選択するためのキー入力部６０から構成される。
【００５９】
　図９は、本発明による非接触シングルサイドプローブを用いたパターン電極の断線及び
短絡検査装置の検査例示図である。
【００６０】
　図９に示した非接触シングルサイドプローブ４０は、第１～第２給電電極４４３，４４
４と第１～第２センサ電極４４５，４４６とを含み、パターン電極１５の一端で非接触状
態でスキャンしながら断線及び短絡を検査する。
【００６１】
　このとき、第１～第２給電電極４４３，４４４及び第１～第２センサ電極４４５，４４
６は、それぞれ並んで配置され、第１給電電極４４３と第１センサ電極４４５及び第２給
電電極４４４と第２センサ電極４４６は、同一線軸上にそれぞれ配置される。
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【００６２】
　非接触シングルサイドプローブ４０の第１給電電極４４３及び第２給電電極４４４に印
加される交流電圧源４２２としては、１ＫＨｚ以上で数十ＫＨｚ未満の２００Ｖ～３００
Ｖの電圧が使われる。
【００６３】
　交流電圧源４２２として１ＫＨｚ未満の低い周波数を用いる場合、プローブ４０の走行
速度に制限を受けるため実現しにくく、交流電圧源４２２として数十ＫＨｚ以上の高い周
波数を用いる場合、パターン電極１５の間のインピーダンスが低くなり、検査解像度を害
するという問題が発生する。
【００６４】
　また、１ＫＨｚ以上で数十ＫＨｚ未満の交流電圧源４２２を用いる場合、第１～第２給
電電極４４３，４４４と第１～第２センサ電極４４５，４４６とを連結する線として、シ
ールドされた同軸線や三軸線を用いることで、信号が外部に放出されることを防止する。
【００６５】
　したがって、パターン電極１５を走行する非接触シングルサイドプローブ４０の第１給
電電極４４３に交流電圧を印加すると、交流電圧の大きさに相応する電荷がパターン電極
１５に帯電し、第１センサ電極４４５によって電気的変化値を測定してパターン電極１５
の断線及び短絡を判断する。
【００６６】
　ところが、本発明では、第１～第２センサ電極４４５，４４６を用いて第１～第２セン
サ電極４４５，４４６でそれぞれ測定された電圧の差電圧を読み、電圧変化に基づいて電
極パターン１５の断線及び短絡を判断することで、第１～第２センサ電極４４５，４４６
の差電圧を通して、給電されるパターン電極１５と給電されない隣接したパターン電極１
５との間の境界が明確に区分され、感度を向上させることができる。また、断線及び短絡
の発生時、電圧変化の幅が大きくなり、不良発生を一層効果的に感知できるようになる。
【００６７】
　一方、第１～第２給電電極４４３，４４４を通して隣接したパターン電極１５に異なる
位相の電圧を印加することで、パターン電極１５の間の区分を明確にして感度を向上させ
ることもできる。
【００６８】
　図１０は、パターン電極１５をスキャンしながら断線及び短絡によって交流電圧を給電
した後、測定される電圧を示している。
【００６９】
　このとき、（イ）のように、正常なパターン電極１５に非接触シングルサイドプローブ
４０によって交流電圧を印加した後、測定される電圧値ＶＰＰ＿Ｎは正常値である。また
、（ロ)のようにパターン電極１５が断線された場合、パターン電極１５の全体的な面積
が減少するにつれて、パターン電極１５周囲のアンビエント　グラウンド（Ａｍｂｉｅｎ
ｔ　Ｇｒｏｕｎｄ）によって生成される寄生キャパシタ４５の静電容量が減少することで
、同一量の電荷が狭い面積に形成されて電圧上昇効果が発生し、正常値より高いＶＰＰ＿

Ｏ値が測定される。
【００７０】
　その反面、（ハ）のようにパターン電極１５が隣接したパターン電極１５と短絡された
場合、パターン電極１５の全体面積が増加するにつれて、パターン電極１５周囲のアンビ
エント　グラウンド（Ａｍｂｉｅｎｔ　Ｇｒｏｕｎｄ）によって生成される寄生キャパシ
タ４５の静電容量が増加することで、同一量の電荷が広い面積に形成されて電圧下降効果
が発生し、正常値より低いＶＰＰ＿Ｓ値が測定される。
【００７１】
　パターン電極１５の一端で非接触シングルサイドプローブ４０をスキャンしながら交流
電圧を印加した後、測定される電圧変化を通して、正常なパターン電極１５で測定された
電圧値より高い場合には、断線されたと判断して結果を表示する一方、正常なパターン電
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極１５で測定された電圧値より低い場合には、短絡されたと判断して結果を表示する。
【００７２】
　また、キー入力部６０を通して制御命令を入力し、信号処理部５０の処理状態を制御す
る。
【００７３】
　一方、パターン電極１５の一端のみで非接触シングルサイドプローブ４０を通してスキ
ャンしながら電圧変化を測定するとき、断線がパターン電極１５の反対端の近くで発生し
て面積減少が少なく、電圧上昇効果が小さく表れる場合、断線を感知できないという問題
点がある。このような問題点を解決するために、図１１に示すように、パターン電極１５
の一端及び反対端でそれぞれ非接触シングルサイドプローブ４０を同時にスキャンしなが
らパターン電極１５の断線及び短絡検査を実施することで、検査の正確度を高めることも
できる。
【００７４】
　このとき、同一のパターン電極１５を異なる周波数を用いて検査することもでき、互い
に離れた非接触探針電極に同一の周波数が印加されるように、異なるパターン電極１５を
同一の周波数を用いて同時に検査することもできる。
【図面の簡単な説明】
【００７５】
【図１】一般的なパターン電極の断線及び短絡検査方式を説明するための図である。
【図２】本発明の第１実施例による非接触シングルサイドプローブを示した構成図である
。
【図３】本発明の第２実施例による非接触シングルサイドプローブを示した構成図である
。
【図４】本発明の第３実施例による非接触シングルサイドプローブを示した構成図である
。
【図５】本発明の第４実施例による非接触シングルサイドプローブを示した構成図である
。
【図６】本発明の第５実施例による非接触シングルサイドプローブを示した構成図である
。
【図７】本発明の第６実施例による非接触シングルサイドプローブを示した構成図である
。
【図８】本発明による非接触シングルサイドプローブを用いた断線及び短絡検査装置を示
したブロック構成図である。
【図９】本発明による非接触シングルサイドプローブを用いたパターン電極の断線及び短
絡検査装置の検査例示図である。
【図１０】本発明による非接触シングルサイドプローブを用いた断線及び短絡検査装置に
よって測定される波形を示した図である。
【図１１】本発明による非接触シングルサイドプローブを用いたパターン電極の断線及び
短絡検査装置の他の検査例示図である。
【符号の説明】
【００７６】
１５　パターン電極
４０　非接触シングルサイドプローブ
４２　給電部
４４　非接触探針電極
４６　感知部
５０　信号処理部
６０　キー入力部
７０　表示部
４２１　交流電流源



(10) JP 5131962 B2 2013.1.30

４２２　交流電圧源
４４１　給電電極
４４３　第１給電電極
４４４　第２給電電極
４４２　センサ電極
４４５　第１センサ電極
４４６　第２センサ電極

【図１】

【図２】



(11) JP 5131962 B2 2013.1.30

【図３】
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【図８】
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